PSNR: 18.64 dB
SSIM: 0.32

Velké mnozstvo parametrov pri snimani elektronovym mikroskopom. * Snimky z r6znych kategorii (vldakna, mikro-mechanické suciastky, ...).
Dlhy proces akvizicie, najma pri vysokom rozliseni. * Dvoj-urovnovy degradacny proces.
Problém, kedy dlhodobejsie ozarovanie vzorku spdsobuje jeho nabijanie,
alebo ju mobze znehodnotit.
Problém s prirodzene vznikajucim sumom.
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Dvojica obrézkov z datovej sady [1]
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* Experimenty s pridavanim r6zneho mnozstva Sumu do trénovacej Casti datovej sady — sum v 80% a sum v 30% datovej sady s
architekturami RUnet a ESRGAN.

. Prvy obrazokje povodny, druhyje vystupom 5|ete ESRGAN ktora dosahovala naJIepS|ch vysledko :

PSNR: 14.69 dB SSIM: 0.25
.
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